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EN 61000-4-10:1993

FOREWORD

The text of document 77B(C0O)9, as prepared by Sub-Committee 77B: High
frequency phenomena, of IEC Technical Committee 77: Electromagnetic
compatibility, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote in
September 1991.

The reference document was approved by CENELEC as EN 61000-4-10 on
16 June 1992.
The following dates were fixed:

- latest date of publication of
an identical national standard (dop) 1994-06-01

- latest date of withdrawal of
conflicting national standards (dow) 1994-06-01

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
Annexes designated "informative" are given only for information.

In this standard, annexes A, B and ZA are normative and annexes C, D and E
are informative.

ENDORSEMENT NOTICE

The text of the International Standard IEC 1000-4-10:1993 was approved by
CENELEC as a European Standard without any modification.
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EN 61000-4-10:1993

ANNEX ZA (normative)

OTHER INTERNATIONAL PUBLICATIONS QUOTED IN THIS STANDARD
WITH THE REFERENCES OF THE RELEVANT EUROPEAN PUBLICATIONS

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions
from other publications. These normative references are cited at the
appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For
dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these
publications apply to this European Standard only when incorporated in it by
amendment or revision. For undated references the latest edition of the
publication referred to applies.

NOTE : When the international publication has been modified by CENELEC
common modifications, indicated by {(mod), the relevant EN/HD applies.

1EC
Publication Date Title EN/HD Date
68-1 1988 Environmental testing HD 323.1 S2 1988

Part 1: General and guidance
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CENELEC on 2000-12-01. CENELEC members a und to comply with the CEN/CENELEC Internal
Regulations which stipulate the conditions for giving this dment the status of a national standard without
any alteration. 5

This amendment A1 modifies the European Sianﬁird EN 61000-4-10:1993; it was approved by

Up-to-date lists and bibliographical references concerning national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC memb@

This amendment exists in three official versions (English, French, n). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member i s own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of ia, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Gemany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxer@ , Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. !

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

© 2001 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 61000-4-10:1993/A1:2001 E
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Foreword

The text of documents 77B/291+293/FDIS, future amendment 1 to IEC 61000-4-10:1993, prepared by
SC 77B, High-frequency phenomena, of IEC TC 77, Electromagnetic compatibility, was submitted to the
IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as amendment A1 to EN 61000-4-10:1993
on 2000-12-01.

The following dates were fixed:

— latest date by which the amendment has to be implemented
at national | s)y publication of an identical

national stan Qr by endorsement (dop) 2001-09-01
— latest date by witi§h the national standards conflicting
with the amendmerbgve to be withdrawn (dow) 2003-12-01

<

z Endorsement notice

The text of amendment 1:2000 International Standard IEC 61000-4-10:1993 was approved by
CENELEC as an amendment to the Rf(r:opean Standard without any modification.
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Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les endements sont disponibles. Par
exemple, les numé ‘édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la pyécation de base, la publication de
base incorporant I'a ement 1, et la publication de
base incorporant les ements 1 et 2.

Informations suppl taires
sur les publications CEIl

jons de la CEI est
u'il reflete I'état
ents relatifs a

Le contenu technique des pub
constamment revu par la CEl a
actuel de la technique. Des rensel

cette publication, y compris sa val sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publica de la CElI
(voir ci-dessous) en plus des nouv éditions,

amendements et corrigenda. Des informati sur les
sujets a I'étude et 'avancement des travau‘%\trepris
par le comité d’études qui a élaboré cette publicgtion,
ainsi que la liste des publications parue&ont
également disponibles par l'intermédiaire de:

* Site web de la CEIl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

. IEC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +4122919 02 11

Fax: +4122 919 03 00

ge
®

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

. IEC Web Site (www.iec.ch)
Catalogue of IEC publications

.
@ The on-line catalogue on the IEC web site

y a variety of criteria including text searches,
technical committees and date of publication. On-
information is also available on recently

d publications, withdrawn and replaced
p tions, as well as corrigenda.

+ IEC Jui#Published

This su of recently issued publications
(www.iec.cl/J&htm) is also available by email.
Please conta®t Customer Service Centre (see

E (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search

below) for furt formation.
. Customer Service tre
If you have any jons regarding this

publication or need t assistance, please
contact the Customer Servj entre:

Email: custserv@iec.ch (p
Tel: +41 22919 02 11
Fax: +41 2291903 00
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-10: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité au champ magnétique oscillatoire amorti

A

6/ AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission_FElectrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ense des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favorisé coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricit e I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élab%n est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traidg ut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaiso c la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec |'Organisation Internation e Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels d El concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international Sur sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d es.

3) Les documents produits se présentent sousyla forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique pports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internatggé; les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possib es Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre énorme de la CEIl et la norme nationale ou régionale

oA . . . . * o
correspondante doit étre indiquée en termes clairs d ;A:ette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu@ omme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor| ‘une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments a présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits gues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété e ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEIl 61000-4-10 a été établie pa%‘sous-comité 77B: Phénomeénes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compati |® électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-10 de la norme CEI 61000. Ell le statut de publication
fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl.

La présente version consolidée de la CElI 61000-4-10 comprend @miére édition (1993)
[documents 77B(BC)9 et 77B(BC)15] et son amendement 000) [documents
77B/291+293/FDIS et 77B/298+300/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a ce@e I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pourfutilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Les annexes C, D et E sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-10: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory magnetic field immunity test

y FOREWORD

1) The IEC (Internationa?!ctrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrote | committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operati%all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical conéﬁ es; any |IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparator rk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participat€ M) this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization 0) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreement/&‘ the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on th€relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.(Sf

3) The documents produced have the form of ?mmendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, techhicgl reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, II':/g tional Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum exten ssible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the co 8nding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its @)val and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stanédrds.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elemer@this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for ide i@ any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-10 has been prep%g by subcommittee 77B: High
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Elec agnetic compatibility.

It forms part 4-10 of IEC 61000. It has the status of a basic publication in accordance
with IEC Guide 107.

This consolidated version of IEC 61000-4-10 consists of the first &n (1993) [documents
77B(C0O)9 and 77B(CO)15] and its amendment 1 (2000) [documents 778MR91+293/FDIS and
77B/298+300/RVD]. :

The technical content is therefore identical to the base edition and its am@nent and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

Annexes C, D and E are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2002. A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2002. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;
replaced by a revised edition, or
amended.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEI, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions}\rminologie
Partie 2: Enviro ment
Description dc/I nvironnement
Classification de @/ironnement
Niveaux de compa@lité

Partie 3: Limites OO

Limites d'émission z

Limites d'immunité (dans I%sure ou elles ne relévent pas des comités de produit)

Partie 4: Techniques d'essai et dc,/r; ure
Techniques de mesure (.p
Techniques d'essai Q

Partie 5: Guide d'installation et d'atténu’a@ﬁ
Guide d'installation L .
Méthodes et dispositifs d'atténuation

®
Partie 9: Divers é

Chaque partie est a son tour subdivisée en sectiorﬁ%seront publiées soit comme normes
internationales soit comme rapports techniques. O

Ces normes et rapports seront publiés dans un orerﬁhronologique et numérotés en
conséquence. Q/(

Q

La présente partie constitue une norme internationale qui traite ?prescriptions en matiere
d'immunité et des procédures d'essai qui s'appliquent au «cha psnagnétique oscillatoire

amorti». }&
0
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Enviroga%nt

Description )eenvironment
Classification &ﬂhe environment

Compatibility levé[9Z
(@,

Part 3: Limits O

Emission limits O
Immur)ity limits (in so 2’@3 they do not fall under the responsibility of the product
committees) O
Part 4: Testing and measurementé niques
Measurement techniques @
Testing techniques Q

Part 5: Installation and mitigation guidelﬁg&.
Installation guidelines L
*
Mitigation methods and devices

®
Part 9: Miscellaneous é

Each part is further subdivided into sections which &% be published either as international
standards or as technical reports. O

These standards and reports will be published in c@eﬁological order and numbered
accordingly. /

This part is an international standard which gives immunity req@@;ents and test procedures
related to "damped oscillatory magnetic field". 6

“Q
0
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-10: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité au champ magnétique oscillatoire amorti

1 Domaine d'application

La présente Nonne internationale traite des exigences en matiére d'immunité des matériels,
uniquement dafis,les conditions d'utilisation, contre les perturbations magnétiques oscilla-
toires amorties @cipalement dans les postes moyenne et haute tension.

Les conditions d'agglication de la présente norme aux matériels installés dans les différents
secteurs sont déten@ées par la présence du phénoméne dans les conditions spécifiées
dans l'article 3.

La présente norme ne tr@ pas des perturbations engendrées par le couplage capacitif ou
inductif sur les cables ou afiks parties de l'installation.

D'autres normes CEIl traitant o%erturbations conduites couvrent ces aspects.

performance des matériels électriq et électroniques des postes moyenne et haute tension

La présente norme a pour objet d/é(tsblir une base commune et reproductible pour évaluer la
lorsqu'ils sont soumis a des champs Thagnétiques oscillatoires amortis.

La présente norme a pour objet de défini,@s éléments suivants:

— le matériel d'essai;

*

— les niveaux recommandés d'essai; /®'

— l'installation d'essai;

®
— la procédure d'essai. é

s

Les documents normatifs suivants contiennent des dispos@ S qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la m%nte section de la CEIl 61000-4.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en )gjeur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fonde@x la présente section de la

2 Référence normative

CEI 61000-4 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer | ditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CE de I'ISO possédent le
registre des Normes Internationales en vigueur. ﬁ

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Premiére partie: Généralit guide

3 Généralités (p

Le champ magnétique auquel est soumis le matériel peut influencer le bon fonctionnement de
celui-ci et des ensembles qui y sont reliés.

Les essais dont il est fait état dans ce document ont pour objet de démontrer I'immunité du
matériel lorsqu'il est soumis au champ magnétique oscillatoire amorti qui s'applique a I'empla-
cement spécifique et aux conditions d'installation de I'équipement (par exemple, matériel situé
a proximité de la source de perturbation).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-10: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory magnetic field immunity test

1 Scope

operational ¢ ions, to damped oscillatory magnetic disturbances related to medium

This internationgl standard relates to the immunity requirements of equipment, only under
voltage and hi;@:uage sub-stations.

The applicability o}st’ i§ standard to equipment installed in different locations is determined by
the presence of the omenon, as specified in clause 3.

This standard does not (%}der disturbances due to capacitive or inductive coupling in cables
or other parts of the field i ogation.

Other IEC standards dealing \A%onducted disturbances cover these aspects.

*
The object of this standard is to es jish a common and reproducible basis for evaluating the
performance of electrical and electr®hic equipment for medium voltage and high voltage sub-
stations when subjected to damped os&tory magnetic fields.

%o

The standard has the object to define: e

— recommended test levels; QL .

— test equipment; /®

— test set-up; é

— test procedure. %

2 Normative reference O@
A

The following normative documents contain provisions whic@ ough reference in this text,
constitute provisions of this section of IEC 61000-4. At the ti of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject evision, and parties to
agreements based on this section of IEC 61000-4 are enc®flraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative d@snts indicated below.
Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid Internai | Standards.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance Z

§

The magnetic fields to which equipment is subjected may influence the reliable operation of
equipment and systems.

3 General

The following tests are intended to demonstrate the immunity of equipment when subjected
to damped oscillatory magnetic field related to the specific location and installation condition
of the equipment (e.g. proximity of equipment to the disturbance source).





